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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクに書き込みした結果を再生することによって得られる再生信号を測定するス
テップと、
　前記測定するステップの測定結果から算出されるアシンメトリ値が記録パワーの調整に
用いることができるかを判断するステップと、
　前記アシンメトリ値が記録パワーの調整に用いることができないと判断された場合、前
記測定するステップにおける測定結果から、特定符号に係る再生信号の振幅における極大
値又は極小値のいずれかであるピーク値の最大値及び最小値の差分量、もしくは前記ピー
ク値の分散、平均偏差又は標準偏差である統計量を算出するステップと、
　前記統計量に基づき、前記記録パワーを決定する記録パワー決定ステップと、
　を含む、光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項２】
　前記判断するステップは、
　前記光ディスクに予め記録されたメディアＩＤが、前記アシンメトリ値を記録パワーの
調整に用いることができないものであるかどうかを判断するステップ
　を含む請求項１記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項３】
　前記記録パワー決定ステップは、
　複数の前記記録パワーと対応する前記統計量とから特定され、前記記録パワーと前記統
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計量との関係から、最適な記録パワーを特定するステップ
　を含む請求項１記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項４】
　前記記録パワー決定ステップは、
　複数の前記記録パワーと対応する前記統計量とから特定され、前記記録パワーと前記統
計量との関係から、現在の前記記録パワーに対する補正量を算出するステップ
　を含む請求項１記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項５】
　前記記録パワーと前記統計量との関係は、テスト記録時に取得される
　請求項３又は４記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項６】
　前記記録パワーと前記統計量との関係は、予め前記光ディスクに記録されているデータ
から取得される
　請求項３又は４記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項７】
　前記測定するステップにおける測定結果から、予め定められた符号パターンに該当する
前記再生信号の信号状態と前記予め定められた符号パターンから特定される基準状態との
乖離度合いについての評価値を算出するステップと、
　前記評価値に基づき、前記予め定められた符号パターンに対応する記録パラメータの値
を決定する記録パラメータ決定ステップと、
　をさらに含む、請求項１乃至６のいずれか１つ記載の光ディスク記録再生システムの記
録条件調整方法。
【請求項８】
　前記記録パラメータ決定ステップは、
　前記記録パラメータの複数の値と対応する前記評価値とから特定され、前記記録パラメ
ータと前記評価値との関係に基づき、前記記録パラメータの最適値を特定するステップ
　を含む請求項７記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項９】
　前記記録パラメータ決定ステップは、
　前記記録パラメータの複数の値と対応する前記評価値とから特定され、前記記録パラメ
ータと前記評価値との関係に基づき、前記記録パラメータの現在値の補正量を算出するス
テップ
　を含む請求項７記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項１０】
　前記記録パラメータと前記評価値との関係は、テスト記録時によって特定される
　請求項８又は９記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項１１】
　前記記録パラメータと前記評価値との関係は、前記光ディスクに予め記録されたデータ
から取得される
　請求項８又は９記載の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法。
【請求項１２】
　光ディスクに書き込みした結果を再生することによって得られる再生信号を測定する手
段と、
　前記測定する手段による測定結果から算出されるアシンメトリ値が記録パワーの調整に
用いることができるかを判断する手段と、
　前記アシンメトリ値が記録パワーの調整に用いることができないと判断された場合、前
記測定する手段による測定結果から、特定符号に係る再生信号の振幅における極大値又は
極小値のいずれかであるピーク値の最大値及び最小値の差分量、もしくは前記ピーク値の
分散、平均偏差又は標準偏差である統計量を算出する手段と、
　前記統計量に基づき、前記記録パワーを決定する手段と、
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　を有する光ディスク記録再生装置。
【請求項１３】
　前記再生信号の測定結果から、予め定められた符号パターンに該当する前記再生信号の
信号状態と前記予め定められた符号パターンから特定される基準状態との乖離度合いにつ
いての評価値を算出する手段と、
　前記評価値に基づき、前記予め定められた符号パターンに対応する記録パラメータの値
を決定する記録パラメータ決定手段と、
　をさらに有する請求項１２記載の光ディスク記録再生装置。
【請求項１４】
　光ディスクに書き込みした結果を再生することによって得られる再生信号を測定するス
テップと、
　前記測定するステップにおける測定結果から算出されるアシンメトリ値が記録パワーの
調整に用いることができるか判断するステップと、
　前記アシンメトリ値が記録パワーの調整に用いることができないと判断された場合、前
記測定するステップにおける測定結果から、特定符号に係る再生信号の振幅における極大
値又は極小値のいずれかであるピーク値の最大値及び最小値の差分量、もしくは前記ピー
ク値の分散、平均偏差又は標準偏差である統計量を算出する統計量算出ステップと、
　前記統計量に基づき、前記記録パワーを決定するステップと、
　をプロセッサに実行させるためのプログラム。
【請求項１５】
　前記統計量算出ステップにより算出された前記統計量を、前記記録パワーと関連付けて
保存するステップ
　をさらにプロセッサに実行させるための請求項１４記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記測定するステップにおける測定結果から、予め定められた符号パターンに該当する
前記再生信号の信号状態と前記予め定められた符号パターンから特定される基準状態との
乖離度合いについての評価値を算出する評価値算出ステップと、
　前記評価値に基づき、前記予め定められた符号パターンに対応する記録パラメータの値
を決定する記録パラメータ決定ステップと、
　をさらにプロセッサに実行させるための請求項１４又は１５記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記評価値算出ステップにより算出された前記評価値を、前記記録パワーと関連付けて
保存するステップ
　をさらにプロセッサに実行させるための請求項１６記載のプログラム。
【請求項１８】
　請求項１４乃至１７のいずれか１つに記載のプログラムをメモリに格納したプロセッサ
。
【請求項１９】
　特定符号に係る再生信号の振幅における極大値又は極小値のいずれかであるピーク値の
最大値及び最小値の差分量、もしくは前記ピーク値の分散、平均偏差又は標準偏差である
統計量と当該所定の統計量が算出される元となるデータ記録の記録パワーとの関係を表す
データが予め記録されている光ディスク。
【請求項２０】
　予め定められた符号パターンに該当する再生信号の信号状態と前記予め定められた符号
パターンから特定される基準状態との乖離度合いについての評価値と当該評価値を算出す
る元となるデータ記録における記録パラメータとの関係を表すデータがさらに記録されて
いる請求項１９記載の光ディスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、光ディスクに対する記録条件の最適化技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤ－Ｒ（追記型ＣＤともいう）、ＤＶＤ±Ｒ（追記型ＤＶＤディスクともいう）、Ｈ
Ｄ　ＤＶＤ－Ｒ（追記型ＨＤ　ＤＶＤディスクとも言う）またはＢＤ－Ｒ（追記型ブルー
レイディスクともいう）等の光情報記録媒体は、光透過性ディスク状基板の一方の面上に
、記録層、反射層、及び必要に応じて保護層を形成した構造を有している。また、記録層
や反射層が形成されている前記基板の一方の面にはグルーブと呼ばれる螺旋状または同心
円状の溝が形成され、隣り合うグルーブの間はランドと呼ばれる凸部に形成されている。
このような光ディスクは、光ディスク記録再生装置により記録用レーザ光を溝に沿ってト
ラッキングさせながらグルーブ上の記録層に照射して、ピット（以下、マークという）を
形成することにより記録が行なわれる。このマークの長さｎＴ（基準のチャンネルクロッ
ク間のビットの長さをＴとし、ｎ整数倍の長さをｎＴとする）、そして、マークとマーク
の間の部分（以下スペースという）の長さｎＴ及びこれらの配列に、再生用レーザ光を照
射して反射光を再生信号に変換することにより再生が行われる。
【０００３】
　このような記録や再生を行う光ディスクの記録再生システムにおける装置は、例えば、
ドライブ、光ディスク（メディアともいわれる）、記録速度などに起因し、個別の光ディ
スクに記録するごとに異なる記録条件に対応することができるように設計されている。そ
れらの記録条件に合わせて対応するため、光ディスク記録再生装置では、レーザ光の強度
（以下、記録パワーという）を最適設定する手法をとっている。その手法として、ＯＰＣ
（Optimal Power Calibration）を一つの選択手段とする装置がある。このＯＰＣでは、
データ記録に先立って、記録用光ディスク内のテスト領域（Power Calobration Area）に
記録用レーザ光の出力を変化させてテスト記録を行う。次にこのテスト記録の結果のうち
、記録品質が良好な最適記録パワーを、予め登録されている初期条件と比較して選択設定
する。設定された最適記録パワーの記録用レーザ光で光ディスクのデータ記録領域への記
録を行うものである。
【０００４】
　続いて記録パワー条件を変更した際の記録再生信号の変化から記録状態を示すパラメー
タとして、記録波形を再生した波形の非対称性を示す評価指標であるアシメントリの一種
のβの計算値（以下、β値という）を算出し、このβ値が目標値又はそれに近い値となる
ように最適記録パワーとして決定し、最適記録補正することが採用されている。
【０００５】
　さらに、光ディスクの内周から外周にかけての膜厚や光ディスクの反りの影響等に依存
した特性（感度）変化に対応するため、データ記録中に記録スポットへの戻り光（ＷＲＦ
）の検出や光学回折によってメインスポット付近に生ずるサブスポットの検出によって、
β値、ジッタ（デジタル信号の時間軸方向の揺れ）又はそれに相関を有する評価指標の値
を算出し、光ディスク自体もしくは光ディスクの記録再生装置の関係において、リアルタ
イムに記録パワー条件を最適化する技術（ＲＯＰＣ：Running Optimal Power Calibratio
n）も一般的に知られている。
【０００６】
　その他にも上記技術の簡易手法として、光ディスクの内周から外周にかけたデータ記録
中に、光ディスクのその所定の位置において、記録動作を一旦停止し、その直前に記録し
たデータ領域を再生することで、β値、ジッタ又はそれに相関を有する評価指標の値を算
出し、記録パワー条件を最適化する技術（ＷＯＰＣ：Walking Optimal Power Calibratio
n）を採用した装置が開示されている。ＷＯＰＣについては、例えば特開２００４－２３
４８１２号公報が参考になる。　
【特許文献１】特開２００４－２３４８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかし、ＤＶＤで用いられたβ値やアシンメトリの一種の計算値（以下、アシメントリ
値という）を指標とした評価技術だけでは、ＰＲＭＬ（Partial Response Maximum Likel
ihood）信号処理方式を用いる高密度記録再生用の光ディスク記録再生システム、即ち、
Ｂｌｕｅ－ｒａｙ規格及びＨＤ－ＤＶＤ規格に準拠した光ディスク記録再生システムにお
ける光ディスク記録再生装置への対応が不十分である。特に、β値やアシンメトリ値が記
録パワーに対して相関を有しない光記録情報媒体（以下、光ディスクという）に対しては
対応できないという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、上記課題に着目し、光ディスクの記録再生時における記録条
件を調整する新規な技術を提供することである。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、光ディスク記録再生システムにおいて、有効に作用する記
録条件の調整技術を提供することである。
【００１０】
　さらに、本発明の他の目的は、記録パワーだけでなく他の記録パラメータを適切に調整
できるようにするための技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様に係る光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法は、光ディ
スクに書き込みした結果を再生することにより得られる再生信号を測定するステップと、
上記測定するステップの測定結果から算出されるアシンメトリ値が記録パワーの調整に用
いることができるかを判断するステップと、アシンメトリ値が記録パワーの調整に用いる
ことができないと判断された場合、上記測定するステップにおける測定結果から、特定符
号に係る再生信号の振幅における極大値又は極小値のいずれかであるピーク値に係る所定
の統計量を算出するステップと、所定の統計量に基づき、記録パワーを決定するステップ
とを含む。
【００１２】
　光ディスク記録再生システムではアシンメトリ値をベースに記録パワーを調整すること
ができない場合があるが、上で述べた手法を用いればこのようなケースに対処することが
できるようになる。
【００１３】
　なお、上で述べた所定の統計量は、ピーク値の最大値と最小値の差分量である場合もあ
れば、ピーク値の分散である場合もある。いずれにおいても、記録パワーを調整する場合
には有効な指標となる。
【００１４】
　また、上で述べた判断するステップは、光ディスクのメディアＩＤの読込みによって判
断するスッテップであって、光ディスクに予め記録されたメディアＩＤがアシメントリ値
を記録パワーの調整に用いることができないものであるかどうかを判断するステップを含
む場合もある。記録パワーがアシンメトリ値と相関を有しないということが予め分かって
いる場合には、このようにメディアＩＤで判断できるが、記録パワーがアシンメトリ値と
相関を有するか否かをその都度判断するようにしても良い。
【００１５】
　さらに、上で述べた決定するステップが、複数の記録パワーと対応する所定の統計量と
から特定され、記録パワーと所定の統計量との関係から、最適な記録パワーを特定するス
テップを含むようにしてもよい。例えば複数の記録パワーでテスト記録を行うことができ
れば、最適な記録パワーを特定することができる。
【００１６】
　また、上で述べた決定するステップが、複数の記録パワーと対応する所定の統計量とか
ら特定され、記録パワーと所定の統計量との関係から、現在の記録パワーに対する補正量
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を算出するステップを含むようにしてもよい。データ記録中において記録パワーを調整す
る場合にも対処することができる。
【００１７】
　なお、記録パワーと所定の統計量との関係は、テスト記録時に取得できるようにしても
よいし、予め光ディスクに記録されているデータから取得できるようにしてもよい。前者
であればその光ディスクに応じたデータに基づき調整することができ、後者であれば上記
関係を取得する処理負荷を減らすことができるようになる。
【００１８】
　また、本発明の第２の態様に係る光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法は、
光ディスクに書き込みした結果を再生することによって得られる再生信号を測定するステ
ップと、この測定するステップにおける測定結果から、予め定められた符号パターンに該
当する再生信号の信号状態と予め定められた符号パターンから特定される基準状態との乖
離度合いについての評価値を算出するステップと、上記評価値に基づき、予め定められた
符号パターンに対応する記録パラメータの値を決定するステップとを含む。これらのステ
ップを含むことにより、記録パワー以外の記録パラメータをも適切に決定することができ
るようになる。
【００１９】
　また、上で述べた記録パラメータを決定するステップが、記録パラメータの複数の値と
対応する上記評価値とから特定され、記録パラメータと評価値との関係に基づき、記録パ
ラメータの最適値を特定するステップを含むようにしてもよい。例えば特定の記録パラメ
ータの複数の値でテスト記録を行うことができれば、当該特定の記録パラメータの最適値
を特定することができるようになる。
【００２０】
　さらに、上で述べた記録パラメータを決定するステップが、記録パラメータの複数の値
と対応する評価値とから特定され、記録パラメータと評価値との関係に基づき、記録パラ
メータの現在値の補正量を算出するステップを含むようにしてもよい。データ記録中にお
いて記録パラメータを調整することができるようになる。
【００２１】
　なお、記録パラメータと評価値との関係が、テスト記録時によって特定されるようにし
てもよいし、光ディスクに予め記録されたデータから取得されるようにしても良い。
【００２２】
　本発明の第３の態様に係る光ディスク記録再生装置は、光ディスクに書き込みした結果
を再生することによって得られる再生信号を測定する測定手段と、測定する手段による測
定結果から算出されるアシンメトリ値が記録パワーの調整に用いることができるか判断す
る手段と、アシンメトリ値が記録パワーの調整に用いることができないと判断された場合
、測定手段による測定結果から、特定符号に係る再生信号の振幅における極大値又は極小
値のいずれかであるピーク値に係る所定の統計量を算出する手段と、所定の統計量に基づ
き、記録パワーを決定する手段と、を有する。
【００２３】
　また、本発明の第４の態様に係る光ディスク記録再生装置は、光ディスクに書き込みし
た結果を再生することによって得られる再生信号を測定する手段と、再生信号の測定結果
から、予め定められた符号パターンに該当する再生信号の信号状態と予め定められた符号
パターンから特定される基準状態との乖離度合いについての評価値を算出する手段と、上
記評価値に基づき、予め定められた符号パターンに対応する記録パラメータの値を決定す
る記録パラメータ決定手段とをさらに有するようにしてもよい。
【００２４】
　また、本発明に係る光ディスクは、特定符号に係る再生信号の振幅における極大値又は
極小値のいずれかであるピーク値に係る所定の統計量と当該所定の統計量が算出される元
となるデータ記録の記録パワーとの関係を表すデータが予め記録されているものである。
【００２５】
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　さらに、本発明に係る光ディスクは、予め定められた符号パターンに該当する再生信号
の信号状態と前記予め定められた符号パターンから特定される基準状態との乖離度合いに
ついての評価値と当該評価値を算出する元となるデータ記録における記録パラメータとの
関係を表すデータが予め記録されているものである場合もある。
【００２６】
　本発明の光ディスク記録再生システムの記録条件調整方法をプロセッサに実行させるた
めのプログラムを作成することができる。当該プログラムは、例えばフレキシブル・ディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭなどの光メディア、光磁気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク
等の記憶媒体又は記憶装置若しくはプロセッサの不揮発性メモリに格納される。また、ネ
ットワークを介してディジタル信号にて頒布される場合もある。なお、処理途中のデータ
については、プロセッサのメモリ等の記憶装置に一時保管される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、光ディスクに対する記録条件を適切に調整することができる。
【００２８】
　また、本発明の他の側面によれば、高密度記録再生用の光ディスク記録再生システムに
おいても有効に作用する記録条件の調整技術を提供することもできる。
【００２９】
　さらに、本発明の他の側面によれば、記録パワーだけでなく他の記録パラメータを適切
に調整できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明の一つの実施形態に係る高密度記録再生用の光ディスク記録再生システムの機能
ブロック図を図１に示す。本実施の形態に係る光ディスク記録再生システムは、光ディス
ク１５に対してレーザー光を照射して記録又は再生を行うための光学ユニット（ＰＵ）１
と、光学ユニット１に含まれるフォトディテクタからの電気信号を次のステップのデジタ
ル信号に変換しやすく波形等価処理をするプレイコライザ（Pre-EQ）３、アナログ信号を
デジタル信号に変化するＡＤＣ（Analog Digital Converter）５、２値化されたデジタル
信号を符号間干渉が残る不完全な周波数レスポンスに対して、ｎＴマークの長さ方向の中
央位置の振幅レベルがピーク値となり、中央位置からはなれる位置に従って隣接のｎＴス
ペースの影響を受ける振幅レベルの値を、０～６の７の値レベルの比率に等化させる等化
器７及び等化器７で変換による波形等化された再生信号の中から最も確からしい標準信号
系列に選択復合して、ノイズに影響されない最尤復号信号（２値化されたデジタル信号に
もどした信号）を出力するビタビデコーダ９と、等化器７及びビタビデコーダ９からの出
力を用いて処理を実施する制御部１１と、制御部１１からの設定出力に応じて書き込みデ
ータ（Writeデータ）のための記録波形を生成して光学ユニット１に出力する記録波形生
成部１３と、を有する。なお、光記録再生システムは、図示しないが、表示装置やパーソ
ナルコンピュータに接続され、場合によってはネットワークに接続して１又は複数のコン
ピュータなどと通信を行う場合もある。
【００３１】
　制御部１１は、等化器７の出力の再生ＲＦ信号とビタビデコーダ９の出力の最尤復号符
号データとを対応付ける符号識別部１１１と、符号識別部１１１からの符号データに基づ
き予め設定された検出パターンの出現を検出すると振幅レベルの信号状態の検出を指示す
る検出指示部１１３と、検出指示部１１３からの指示に従って符号識別部１１１からのＲ
Ｆ信号に対して振幅レベルの検出処理を実施する検出部１１５と、アシンメトリ値や以下
で説明する所定の統計量を算出するためのデータを等化器７の出力の再生ＲＦ信号から抽
出する特性値検出部１１９と、図示しないメモリを有しており且つ検出部１１５からの出
力に基づき基準状態を生成及び特性値検出部１１９からの出力に基づき以下で述べる演算
を実施し、記録波形生成部１３に対する設定を行う演算部１１７と、を有する。演算部１
１７は、例えば以下で説明する機能を実施するためのプログラムと、プロセッサの組み合
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わせで実現されることもある。その際、プロセッサ内のメモリにプログラムが格納される
こともある。
【００３２】
　次に、図２乃至図２１を用いて光ディスク記録再生システムの処理内容について説明す
る。最初に、データ記録に先立って行われる、光ディスク１５の最内周に設けられている
リードイン領域の試し書き（ＰＣＡ）領域を用いた記録条件最適化処理について説明する
。
【００３３】
　例えば制御部１１の演算部１１７は、予め定められた記録パワーを記録波形生成部１３
に設定し、記録波形生成部１３は、予め定められた記録パターンを、設定された記録パワ
ーに従って、光ディスク１５の試し書き領域に対してＰＵ１を介して書き込む（ステップ
Ｓ１）。設定する記録パワーを変化させて複数回ステップＳ１を実施する。そして、ＰＵ
１、プレイコライザ３、等化器７によって、ステップＳ１で実施された書き込みの結果を
読み取って、特性値検出部１１９によって特定符号の振幅レベルの測定を実施し、測定結
果を演算部１１７に出力する（ステップＳ３）。特定符号については、２Ｔ１１Ｔのアシ
ンメトリ値を算出することになっている場合には２Ｔ符号及び１１Ｔ符号であり、２Ｔ３
Ｔのアシンメトリ値を算出することになっている場合には２Ｔ符号及び３Ｔ符号であり、
３Ｔ１１Ｔのアシンメトリ値を算出することになっている場合には３Ｔ符号及び１１Ｔ符
号である。また、以下で詳細に説明するがアシンメトリ値が有効でない場合には２Ｔジッ
タという評価値を算出するので、２Ｔジッタについて特定符号は２Ｔ符号となる。２Ｔジ
ッタについては以下で詳細に説明する。
【００３４】
　次に、演算部１１７は、各記録パワーにおけるアシンメトリ値を算出する（ステップＳ
５）。アシンメトリ値は、予め定められた符号の振幅レベルを用いて算出され、上記符号
間の対称性を示す指標値である。具体的には上記符号のマーク及びスペースを示す両振幅
レベルの中心位置のずれ量を所定の計算式に基づいてアシンメトリ値として算出する。上
記特定の符号としては、最短符号、最短符号の次に長い符号、及び振幅レベルが最長符号
と同等となる符号のうち少なくとも２つを用いることが望ましい。例えば２Ｔ１１Ｔのア
シンメトリ値を算出する。但し、上で述べたように３Ｔ１１Ｔのアシンメトリ値を算出す
るようにしても良いし、さらに２Ｔ３Ｔのアシンメトリ値を算出するようにしても良い。
さらにそれらの全てを算出するようにしても良い。アシンメトリ値については周知である
から算出方法についてはここでは省略する。なお、ステップＳ５の計算によって、例えば
図３に示すような関係が算出される。図３では、縦軸はアシンメトリ値［％］を表し、横
軸は記録パワー［ｍＷ］を表す。図３のように記録パワーの増加に伴いアシンメトリ値が
増加するような関係が導き出される場合もあれば、そうでない場合もある。
【００３５】
　そして、演算部１１７は、ステップＳ５で算出されたアシンメトリ値から、アシンメト
リ値が記録パワーの調整に有効であるか判断する（ステップＳ７）。ステップＳ５では、
複数の記録パワーについて対応するアシンメトリ値が算出されるため、記録パワーとアシ
メントリ値との相関係数を算出して、両者に相関が存在するか判断する。
　なお、高密度記録再生用の光ディスクでは、アシメントリ値と記録パワーとが相関しな
い又は記録パワー制御するのに十分な相関関係が得られないことがあり、アシメントリ値
ベースでは記録パワーを調整できない場合が少なからず観測されている。
【００３６】
　図３に示したように相関があれば、アシンメトリ値で記録パワーを調整することができ
るので、演算部１１７は、アシンメトリ値で記録パワーを評価する（ステップＳ９）。例
えば、回帰計算を行ってアシンメトリ値と記録パワーの関係を表す関数を特定する。
【００３７】
　そして、演算部１１７は、ステップＳ９での評価結果に基づき、アシンメトリ値に基づ
き記録パワーの最適値を算出する（ステップＳ１１）。具体的には、アシンメトリ値の目
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標値（例えば「０」）となる記録パワーを最適記録パワーとして特定する。なお、複数の
アシンメトリ値を算出した場合には、最も相関が高いアシンメトリ値を用いるようにして
も良いし、複数のアシンメトリ値の値を最も０に近づける記録パワーを特定するようにし
ても良い。そして、算出された最適記録パワーを、記録波形生成部１３に設定する（ステ
ップＳ１９）。
【００３８】
　一方、アシンメトリ値と記録パワーとに所定レベル以上の相関が存在していないと判断
された場合には、演算部１１７は、ステップＳ３における測定結果を用いて、各記録パワ
ーにおける２Ｔジッタの値（以下で説明するピーク値の最大値及び最小値並びに差分量又
は分散など）を算出する（ステップＳ１３）。
【００３９】
　ステップＳ１３の処理については、図４乃至図７を用いて説明する。ステップＳ１３の
ためにステップＳ３では、特定符号、例えばここでは２Ｔ符号の振幅のピーク値を測定し
てメモリに保持しておき、２Ｔジッタの値を算出するのに用いる。ここで振幅のピーク値
について説明しておく。
【００４０】
　図４に、特定の単一符号である例えば、２Ｔ符号のみの連続パターンを記録した際の再
生信号ａ（ＲＦ信号）の概念図を示す。２Ｔ符号とは、２Ｔマークと２Ｔスペースを示す
。図４の縦軸はピーク値［Ｖ］を表し、横軸は再生に対応させた時間を表す。この場合の
信号検出の条件は「Ｌｏｗ ｔｏ Ｈｉｇｈ」とした。本実施の形態では、一つの２Ｔマー
クの再生信号の振幅値が極大（凸）となり、一つの２Ｔスペースの再生信号の振幅が極小
値（凹）となる。これらの振幅値のいずれかの一方を、振幅のピーク値とする。
　なお、信号検出を「Ｈｉｇｈ ｔｏ Ｌｏｗ」の条件とし、特定の単一符号とする場合、
スペースの再生信号の振幅が極大値（凸）となり、マークの再生信号の振幅が、極小値（
凹）となる。即ち、振幅値の極大と極小の関係が、「Ｌｏｗ ｔｏ Ｈｉｇｈ」条件の場合
と逆転することになる。
【００４１】
　このような再生信号の振幅のピーク値は、図４に示したように必ずしも一定値とはなら
ずバラツキある値を示す。特に上で述べたような単一符号の連続パターンではなく、複数
の符号を含む記録パターンで記録した際の再生信号においては、前後の符号パターンの影
響を受けて振幅のピーク値は変動しやすい。さらには、データ記録を行う光ディスク１５
に対して、照射するレーザ光の照射パワーが最適量から過剰又は不足することによっても
、記録を行う際の熱の挙動や分布が均一になりにくく、振幅のピーク値の変化（変動）要
因となり得る。
【００４２】
　なお、図４においては説明の都合で単一符号の連続パターンを記録した際の再生信号を
示したが、本実施の形態は、実際のデータ記録と同様に複数の符号を含む記録パターン、
例えばランダムパターン、又は多数の符号を予め定められた順番で並べたパターンで記録
した場合にも問題なく対処でき、その際には複数の符号を含むパターンの中から、振幅の
ピーク値を求めたい特定の符号に係る再生信号を検出し、当該検出再生信号より、振幅の
ピーク値を特定する。
【００４３】
　さらに、本実施の形態では、２Ｔ符号のマーク又はスペースのどちらか一方の再生信号
の振幅のピーク値における最大値と最小値の差分量を２Ｔジッタの値として算出する。図
５に示すように、特定符号である例えば２Ｔに係る再生信号の振幅のピーク値を並べてみ
るとばらつきがあり、そのピーク値の中で最大値及び最小値を検出し、その差分量を２Ｔ
ジッタの値として算出する。
【００４４】
　なお、差分量だけではなく、特定符号である例えば２Ｔ符号の振幅のピーク値の他の統
計量、特に分散、平均偏差（偏差の絶対値の平均）、標準偏差などを採用しても良い。
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【００４５】
　図６に示すように、記録パワーを含む記録条件が同一であっても、特定符号として例え
ば２Ｔに係る再生信号の振幅のピーク値の発生頻度をみるとばらつきがある。そのため、
分散、平均偏差などのばらつきに応じた値を２Ｔジッタの値として算出してもよい。
【００４６】
　図２の説明に戻って、演算部１１７は、２Ｔジッタで記録パワーを評価する（ステップ
Ｓ１５）。２Ｔジッタがピーク値の差分量である場合も分散などである場合も、図７に示
すように、記録パワーと２Ｔジッタの分散との関係は２次関数に類似する関数ｄで表され
る。従って、例えば２次関数として回帰計算する。
【００４７】
　そして、演算部１１７は、２Ｔジッタに基づき記録パワーの最適値を算出する（ステッ
プＳ１７）。すなわち、ステップＳ１５で得られた２次関数において２Ｔジッタの値が最
小となる記録パワーを特定する。なお、最適記録パワーにおける２Ｔ符号のピーク値を保
持しておき、データ記録中の記録パワー調整に用いる。さらに、最適記録パワーより記録
パワーが大きい場合に２Ｔ符号のピーク値が大きくなるのか小さくなるのか、又は最適記
録パワーより記録パワーが小さい場合に２Ｔ符号のピーク値が大きくなるのか小さくなる
のかといった特性データについても把握してメモリに保持しておき、データ記録中の記録
パワーの調整に用いる。また、回帰計算せずに実際の２Ｔジッタの値が最小となる記録パ
ワーを特定するようにしても良い。そして、算出された最適記録パワーを、記録波形生成
部１３に設定する（ステップＳ１９）。
【００４８】
　このようにすれば記録パワーが最適状態になったので、次に記録パラメータの最適化を
行うことができる。従って、演算部１１７は、最適記録パワーの状態で、調整すべき記録
パラメータの特定の値を記録波形生成部１３に設定し、記録波形生成部１３は、予め定め
られた記録パターンを、設定された記録パラメータに従って、光ディスク１５の試し書き
領域に対してＰＵ１を介して書き込む（ステップＳ２１）。設定する記録パラメータを変
化させて複数回ステップＳ２１を実施する。
【００４９】
　そして、必要なデータの測定を行う（ステップＳ２３）。具体的には、ＰＵ１、プレイ
コライザ３、等化器７及びビタビデコーダ９によって、ステップＳ２１で実施された書き
込みの結果を読み取って、符号識別部１１１によって等化器７の出力とビタビデコーダ９
の出力とを対応付ける。検出指示部１１３は、調整すべき記録パラメータに対応する検出
パターンｐ（検出された符号［Ｔ］列。）を検出した場合に、検出部１１５に対してＲＦ
信号の振幅レベルを検出するように指示する。検出部１１５は、検出指示部１１３に従っ
てＲＦ信号の振幅レベルを検出し、検出結果を演算部１１７に出力する。また、ステップ
Ｓ２３では、演算部１１７は、検出パターンｐについての振幅レベルを格納しておく。ピ
ークの値のみを格納するようにしても良い。処理は端子Ａを介して図８に移行する。
【００５０】
　そして、演算部１１７は、調整すべき記録パラメータに対応する検出パターンｐについ
てＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出し、メモリなどの記憶装置に格納する（ステップ
Ｓ２５）。
【００５１】
　ここでＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）について説明しておく。例えば、４Ｔの長さのマ
ーク（ピットとも記す）の両側に３Ｔの長さのスペース（ランドとも記す）が隣接するパ
ターンを読み取った場合における振幅レベルを図９に示す。図９では、縦軸が振幅レベル
を表し、横軸がデータサンプルの順番を表している。上で述べたようなパターンの理想的
な検出信号（理想信号）は、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格に用いられるＰＲ（１，２，２，１）を
用いている場合には、１，３，５，６，５，３，１となる。これに対して実際の検出信号
は、図９に示すように、ハード、メディア（ディスクとも呼ぶ）、記録条件に依存して、
理想状態との乖離が生じる。そこで、式（１）を用いて、理想信号と検出信号との乖離量
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を定量化し、記録状態の評価を行う。
【００５２】
【数１】

【００５３】
　ここで、Ｄ（ｘ）は検出信号の値、Ｒ（ｘ）は理想信号の値、ｘはデータプロファイル
番号、ａは演算開始データ番号、ｎは演算データサンプル数［個］、ｐは記録パターン種
別（番号）を表す。
【００５４】
　なお、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格のＰＲ（１，２，２，１）ではなく、ＨＤ－ＤＶＤ規格に用
いられるＰＲ（１，２，２，２，１）等であってもよい。また、マーク部分での反射光量
がスペース部分の反射光量よりも大きくなる光ディスク条件における例を示すが、マーク
部分での反射光量がスペース部分の反射光量よりも小さくなる光ディスク条件であっても
良い。さらに、上で述べたパターンは一例であって、他のパターンについても式（１）で
評価できる。
【００５５】
　例えば、ａ＝１且つｎ＝７で、ピーク値を中心とした７点を用いてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐ
ｔｎ（ｐ）を算出するが、ａ＝３且つｎ＝３といったようにピーク値を中心とした３点に
よってＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出するようにしても良い。また、ｐは記録パタ
ーンを特定するために割り当てた番号であり、その数は、評価に必要となる記録パターン
数であり、記録パターンの単位構成をいくつの符号の並びと定義するかによっても変わっ
てくる。また、図９の例では、スペース＿マーク＿スペース、又はマーク＿スペース＿マ
ークによって１つの記録パターンを構成していたが、これ以外の組み合わせでパターンを
構成するようにしても良い。
【００５６】
　さらに、式（１）では、記録パターンｐを１回検出した際の演算を示しているが、実際
には、記録又は検出バラツキの影響を考慮して、複数個（ｃｎｔ（ｐ））の値の平均値を
得ることが望ましい。ｃｎｔ（ｐ）は、所定長のサンプルデータの中で得た記録パターン
ｐの検出カウント数であり、最終的なＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値の導出にあたっ
ては、検出毎に算出されるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（
ｐ，ｃｎｔ（ｐ））としてメモリに記録し、それを平均化したものを用いることが好まし
い。
【００５７】
　また、調整すべき記録パラメータは、例えば、記録パルスの立上り部（Ｔｅｆｐ）、立
下り部（Ｔｅｌｐ）、中間パルス（Ｔｍｐ）、先頭パルス（Ｔｔｏｐ）、クーリングパル
ス（Ｔｌｃ）等である。なお、記録パワーの条件（ＰｅａｋＰＷ，ＢｉａｓＰＷ，Ｂｏｔ
ｔｏｍＰＷ）であってもよい。さらに、マークとマークの間のランド長さによって生じる
熱干渉の影響やスポット有効径と符号パターンによって生じるスポット干渉（再生干渉）
であってもよい。
【００５８】
　各記録パラメータについては、検出すべき検出パターンｐが対応付けられている。具体
的には、Ｔｅｆｐであれば、図１０に示すように、検出パターンについては、パターンの
中心をなす符号、即ち、図１０の例ではスペース４Ｔ（Ｌ４Ｔ）とそれに先行する符号、
即ち、図１０の例では、マーク５Ｔ以上（Ｐ５Ｔ以上）と、これらの符号に後続する符号
、即ち、図１０の例では、マークｎＴ（ｎは任意の整数）と、で構成することが望ましい
。また、Ｔｅｌｐであれば、検出パターンについては、図１１に示すように、Ｔｅｆｐの
場合とはパターンの中心をなす符号に隣接する先行符号と後続符号の検出条件信号を入れ
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替えたパターンとすることが望ましい。このような検出パターンを検出して上で述べたＰ
Ｒｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出することによって、図１２に示すように、Ｔｅｆｐ及
びＴｅｌｐを調整することができるようになる。
【００５９】
　さらに、マーク間のランド長さによって生じる熱干渉の影響を調整対象とする場合は、
図１３に示すように、検出パターンとして、可変長のスペースｎＴ（ＬｎＴ）の振幅レベ
ルの検出信号と、当該振幅レベルの検出信号に隣接する先行符号のマーク５Ｔ（Ｐ５Ｔ）
と、当該振幅レベルの検出信号に隣接する後続符号のマーク５Ｔ（Ｐ５Ｔ）とからなるパ
ターンであることが好ましい。
【００６０】
　また、スポット有効径と符号パターンによって生じるスポット干渉（再生干渉）を調整
対象とする場合には、図１４に示すように、短いランド符号条件,例えば、図１４の例で
はスペース２Ｔ（Ｌ２Ｔ）を振幅検出信号とし、その先行符号マーク５Ｔ（Ｐ５Ｔ）と、
その後続符号マークｎＴとからなるパターンとすることが望ましい。
【００６１】
　その他の記録パラメータについても予め検出パターンが対応付けられており、必要な検
出パターンについて、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）が算出される。なお、基本的には、
振幅レベルの検出信号の部分でＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出するが、隣接する先
行符号又は後続符号の一部の振幅レベルなどをＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出する
のに用いても良い。
【００６２】
　そして、演算部１１７は、記録パラメータの各値について計算された各ＰＲｅｒｒｏｒ
＿ｐｔｎ（ｐ）を評価する（ステップＳ２７）。図１５に示すように、例えば記録パラメ
ータＴｅｆｐとＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）との関係は２次関数に類似する関数ｇで表
される。従って、例えば２次関数として回帰計算する。なお、調整すべき記録パラメータ
が複数存在する場合には、それぞれについて図１５に示すような関係を特定する。
【００６３】
　その後、演算部１１７は、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値に基づき各記録パラメー
タの最適値を算出する（ステップＳ２９）。すなわち、ステップＳ２７で得られた２次関
数においてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値が最小となる記録パラメータの値を特定す
る。なお、記録パラメータの最適値における振幅レベルのデータを保持しておき、データ
記録中の記録パワー調整に用いる。以下でも述べるように、記録パラメータの値が増加し
た際に振幅レベルが増加するのか減少するのかについても検出して保持しておく。また、
回帰計算せずに実際のＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値が最小となる記録パラメータの
値を特定するようにしても良い。そして、算出された各記録パラメータの最適値を、記録
波形生成部１３に設定する（ステップＳ３１）。
【００６４】
　以上のような処理を行うことによって、データ記録に先立って行われるテスト記録にお
いて、記録パワー及び記録パラメータを最適な値に設定すると共に、以下で説明するデー
タ記録中の調整における必要なデータを取得することができる。
【００６５】
　なお、上で述べた処理フローにおいては、アシンメトリ値が有効か否かについては、ア
シンメトリ値を算出してから判断する例を示したが、有効でないと判断された場合にはデ
ータ記録中の調整処理においても有効と判断できないので、アシンメトリ値が有効でない
ことを表すデータをメモリに登録しておく。また、特定のメディアについては予めアシン
メトリ値が有効でないことが分かっている場合もある。そのようなメディアのメディアＩ
Ｄを予めメモリのリストに登録しておくことによって、アシンメトリ値を算出することな
く、メディアＩＤの照合だけでアシンメトリ値が有効でないことを判断しても良い。さら
に、各メディアにアシンメトリ値の有効性についてのデータを保持させておき、最初に当
該データを参照してアシンメトリ値を算出するか否かを判断するようにしても良い。
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【００６６】
　次に、図１６乃至図２０を用いて、データ記録中における調整処理の処理内容を説明す
る。なお、図１６の処理フローは、データ記録が所定の時間行われたか、所定量のデータ
が書き込まれた後に実施されるものとする。
【００６７】
　まず、ＰＵ１、プレイコライザ３、等化器７によって、データ記録の結果を読み取って
、特性値検出部１１９によって特定符号の振幅レベルの測定を実施し、測定結果を演算部
１１７に出力する。特定符号については、２Ｔ１１Ｔのアシンメトリ値を算出することに
なっている場合には２Ｔ符号及び１１Ｔ符号であり、２Ｔ３Ｔのアシンメトリ値を算出す
ることになっている場合には２Ｔ符号及び３Ｔ符号であり、３Ｔ１１Ｔのアシンメトリ値
を算出することになっている場合には３Ｔ符号及び１１Ｔ符号である。なお、上で述べた
処理などにおいて既にアシンメトリ値が有効でないと判断されており、その結果を用いる
ことができる場合には、アシンメトリ値について必要なデータについては測定しなくとも
良い。また、アシンメトリ値が有効でない場合には２Ｔジッタを算出するが、２Ｔジッタ
について特定符号は２Ｔ符号である。
【００６８】
　さらに、ＰＵ１、プレイコライザ３、等化器７及びビタビデコーダ９によって、データ
記録の結果を読み取って、符号識別部１１１によって等化器７の出力とビタビデコーダ９
の出力とを対応付ける。検出指示部１１３は、調整すべき記録パラメータに対応する検出
パターンｐを検出した場合に、検出部１１５に対してＲＦ信号の振幅レベルを検出するよ
うに指示する。検出部１１５は、検出指示部１１３に従ってＲＦ信号の振幅レベルを検出
し、検出結果を演算部１１７に出力する（ステップＳ４１）。
【００６９】
　そして、演算部１１７は、アシンメトリ値が有効であるか判断する（ステップＳ４３）
。例えばデータ記録に先立って行われた処理の結果を用いて判断したり、メディアＩＤを
基に判断しても良い。アシンメトリ値が有効であれば、演算部１１７は、アシンメトリ値
を算出する（ステップＳ４５）。そして、例えば、算出されたアシンメトリ値と目標値（
例えば「０」）との差が所定の閾値以上となっているか判断することによって、記録パワ
ーの補正が必要か判断する（ステップＳ４７）。例えば目標値が「０」である場合には、
閾値を、目標値を挟んだ２つの値とすることによって判断する場合もある。記録パワーの
補正が不要と判断された場合にはステップＳ５９に移行する。
【００７０】
　一方、補正が必要と判断された場合には、ステップＳ４５で算出されたアシンメトリ値
ベースで記録パワーの補正量を算出する（ステップＳ４９）。具体的には、図１７に示す
ように、既に直線ｃのような記録パワーとアシンメトリ値との関係が得られているので、
ステップＳ４５で算出されたアシンメトリ値に対応する記録パワーＰＷ１とアシンメトリ
値＝０（目標値）における記録パワーＰＷ２との差を補正量として算出する。
【００７１】
　そして、演算部１１７は、算出された記録パワーの補正量を、記録波形生成部１３に設
定する（ステップＳ５１）。そして、処理を終了する。ここでは記録パワーの調整が完了
しないと記録パラメータの調整は行わないという方針にて、次のデータ記録実施後に再度
記録パワーの補正の有無を判断して記録パワーの補正が無ければ記録パラメータの調整を
実施することとしている。但し、ステップＳ５１からステップＳ５９に移行するようにし
ても良い。
【００７２】
　一方、アシンメトリ値が有効ではない場合には、演算部１１７は、ステップＳ４１の測
定結果から上で説明した２Ｔジッタの値、即ち、２Ｔ符号のピーク値の差分量又は分散な
どの統計量を算出する（ステップＳ５３）。そして、２Ｔジッタの値が予め定められた閾
値を超えるか判断することによって、演算部１１７は、記録パワーの補正が必要であるか
判断する（ステップＳ５５）。２Ｔジッタの値が予め定められた閾値を超えないと判断さ
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れた場合には、補正不要としてステップＳ５９に移行する。
【００７３】
　一方、２Ｔジッタの値が予め定められた閾値を超えると判断された場合には、演算部１
１７は、２Ｔジッタベースで記録パワーの補正量を算出する（ステップＳ５７）。例えば
図１８に示すように、既に曲線ｂのように記録パワーと２Ｔジッタ（ここでは差分量）と
の関係が得られているので、閾値を超えるような２Ｔジッタ（検出値）が得られた場合、
その際の記録パワーＰＷ１を、曲線ｂにおいて差分量が最も小さくなる記録パワーＰＷ２
に補正する補正量を算出する。
【００７４】
　但し、図１８でも分かるように曲線ｂは２次曲線に類似しており、一つの差分量が特定
されると対応する記録パワーの値は２つ得られる。いずれの記録パワーが本当の解である
かによって、補正の方向が異なってしまう。このため、ステップＳ４１で２Ｔジッタを算
出する基礎となった２Ｔ符号のピーク値、例えば平均値を保持しておき、ステップＳ１７
でメモリに格納しておいた最適記録パワーにおける２Ｔ符号のピーク値と比較する。そし
て同じくステップＳ１７で同じくメモリに保持した特性のデータに基づき、いずれの解を
採用すべきか判断する。例えば、ステップＳ４１で２Ｔジッタを算出する基礎となった２
Ｔ符号のピーク値が、最適記録パワーにおける２Ｔ符号のピーク値より大きい場合であっ
て、最適記録パワーより記録パワーが大きい場合に２Ｔ符号のピーク値が大きくなるとい
う特性データが保持されている場合、記録パワーが高すぎる、すなわち現在の記録パワー
は最適記録パワーより大きい状態であることが分かる。一方、ステップＳ４１で２Ｔジッ
タを算出する基礎となった２Ｔ符号のピーク値が、最適記録パワーにおける２Ｔ符号のピ
ーク値より小さい場合であって、最適記録パワーより記録パワーが大きい場合に２Ｔ符号
のピーク値が大きくなるという特性データが保持されている場合には、記録パワーが低す
ぎる、すなわち現在の記録パワーは最適記録パワーより小さい状態であることが分かる。
特性データが逆を示している場合には、上の判断は逆になる。
【００７５】
　そして、処理はステップＳ５７からステップＳ５１に移行して、その後に処理を終了す
る。
【００７６】
　一方、ステップＳ４７又はステップＳ５５で記録パワーの補正は不要であると判断され
た場合、演算部１１７は、調整すべき記録パラメータに対応する所定の検出パターンｐに
ついてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出し、メモリなどの記憶装置に格納する（ステ
ップＳ５９）。上でも述べたように、検出パターンｐは何度も検出されるので、ＰＲｅｒ
ｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）については平均値を算出する。また、演算部１１７は、後に用いる
特定の検出パターンｐについての振幅レベルを格納しておく。ピークの値のみを格納する
ようにしても良い。
【００７７】
　そして、演算部１１７は、各検出パターンｐについて予め定められた閾値と算出された
ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値とを比較して、各記録パラメータについて補正が必要
か判断する（ステップＳ６１）。具体的にはＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）が対応する閾
値を超えているか判断する。閾値を超えていないＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）に係る記
録パラメータについては調整は不要であるから処理を終了する。
【００７８】
　閾値を超えているＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）に係る記録パラメータについては、演
算部１１７は、各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を基に、補正すべき各記録パラメータの
補正量を算出する（ステップＳ６３）。具体的には、以下のような処理（図１９）を実施
する。
【００７９】
　まず、演算部１１７は、特定の検出パターンｐについての振幅レベルと、例えばステッ
プＳ５９で特定された振幅レベルとの差を算出する（ステップＳ９１）。上で述べたよう
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にピーク値の差を算出するようにしても良いし、ピーク以外の部分の差を加算するように
しても良い。なお、ステップＳ６１で補正が必要と判断されている場合であるから、上記
差が０になることはないものとする。
【００８０】
　そして、演算部１１７は、差が正であるか判断する（ステップＳ９３）。差が正であれ
ば、差が正であってステップＳ５９で特定されたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値に対
応する記録パラメータの値をＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と記録パラメータの関係（ス
テップＳ２５及びＳ２７の結果）から特定する（ステップＳ９５）。
【００８１】
　図２０に示すようにｄＴｔｏｐ２Ｔという記録パラメータが調整対象の記録パラメータ
である場合について説明する。
【００８２】
　ここで、ｄＴｔｏｐ２Ｔについて先に説明をしておく。まず、光ディスクに信号を符号
として書き込むときは、レーザ光の強度である記録パワーを制御しながら実行することは
既に述べた通りである。長さｎＴ符号のマークのうち、例えば３Ｔマーク以上の長さのマ
ークを一定の幅で書き込むには、レーザ光の単純な矩形波ではなく、複数の短い矩形波に
分割して熱の制御を行い、書き終わりで熱が残存することがある。このように書込みする
際に、変調波形で操作する仕方をライトストラテジという。また、書き始めのレーザ光の
照射は、狙った位置から長さｎＴのマークが一定の幅で書込みができるように、先頭パル
スの開始位置、即ち、ｄＴｔｏｐの基準位置（０）から前後にシフト量を制御しながら実
施される。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔとは、ライトストラテジにおける２Ｔマークの先頭パ
ルスの開始位置を示す数値である。
【００８３】
　図２０に示したような場合、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値は、ｄＴｔｏｐ２Ｔが
約－０．１の場合に最小となり、ｄＴｔｏｐ２Ｔが減少しても増加しても増加する。その
ため、ステップＳ５９で算出されたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値が例えば０．０１
である場合、対応するｄＴｔｏｐ２Ｔは約－１又は約０．７のいずれかとなる。いずれで
あるかによって補正の方向及び補正量が異なる。－１であれば０．９増加させるようにす
る。０．７であれば、０．８減少させるようにする。いずれであるかは、データ記録を行
うメディアの特性、記録条件、検出パターンのうち少なくとも１つの条件によって決定さ
れる。メディアの特性については、以下のように判別することが好ましい。例えばステッ
プＳ２５で記録パラメータの各値について検出パターンｐについての振幅レベルを格納し
ておくが、何回かステップＳ２５を実行することによって、記録パラメータが増加すると
振幅レベルが増加するのか減少するのかを判別して保持しておき、当該判別結果を用いる
。例えば、判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの増加に応じて振幅レベルが増加すると判断され
且つ上記差が正である場合には、ｄＴｔｏｐ２Ｔが高すぎる、すなわち０．７と同様の状
態であると判断できる。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．８減少させるようにする。一方、
判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの増加に応じて振幅レベルが減少すると判断され且つ上記差
が正である場合には、ｄＴｔｏｐ２Ｔが低すぎる、すなわち約－１と同様の状態であると
判断できる。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．９増加させる。このような関係を予め特定し
ておき、ステップＳ９５では、いずれの記録条件に該当するかを特定する。
【００８４】
　そして、演算部１１７は、特定された記録パラメータの値と記録パラメータの最適値と
の差を補正量として算出する（ステップＳ９９）。そして元の処理に戻る。
【００８５】
　一方、差が負であれば、差が負であってＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値に対応する
記録パラメータの値をＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と記録パラメータの関係から特定す
る（ステップＳ９７）。例えば、事前の判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの増加に応じて振幅
レベルが増加すると判断され且つ上記差が負である場合には、ｄＴｔｏｐ２Ｔが低すぎる
、すなわち約－１と同様の状態であると判断できる。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．９増
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加させるようにする。一方、事前の判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの増加に応じて振幅レベ
ルが減少と判断され且つ上記差が負である場合には、ｄＴｔｏｐ２Ｔが高すぎる、すなわ
ち約０．７と同様の状態であると判断できる。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．８減少させ
る。このような関係を予め特定しておき、ステップＳ９７ではいずれの記録条件に該当す
るかを特定する。そして、ステップＳ９９に移行する。
【００８６】
　図１６の説明に戻って、演算部１１７は、ステップＳ６３で算出された各記録パラメー
タの補正量を、記録波形生成部１３に設定する（ステップＳ６５）。そして処理を終了す
る。
【００８７】
　このような処理を行うことによって、データ記録中であっても記録パワーや記録パラメ
ータを調整して、適切なデータ記録を実現できるようになる。なお、データ記録中でも記
録パワーを記録パラメータに優先して調整し、記録パワーが適切な状態であれば記録パラ
メータについても補正するものとしている。但し、場合によっては記録パワーが適切でな
い状態で測定されたデータを用いて記録パラメータについても補正する場合もある。
【００８８】
　以上本発明に実施の形態を説明したが本発明はこれに限定されるものではない。例えば
、図１に示した機能ブロック図は一例であって、必ずしも実際のモジュール構成に対応し
ない場合もある。
【００８９】
　さらに上で述べた処理フローは必要に応じて変更される場合もある。特に、テスト記録
における記録パワー等の最適化については他の方法を用いて実施して、予め保持している
閾値、目標値その他の基準データを用いてデータ記録中の処理のみを実施する場合もある
。
【００９０】
　また、図１６では、一旦データ記録を中断する場合を示しているが、データ記録と並行
して記録条件や記録パラメータを調整するようにしても良い。
【００９１】
　上で述べた実施の形態では、演算部１１７に内蔵されるメモリ又は演算部１１７の外部
のメモリにデータ記録中における記録条件などの調整処理に用いられる閾値などの基準デ
ータを格納している例を示したが、必ずしもメモリに保持しておく必要はない。例えば、
光ディスク１５に保持させておいても良い。光ディスク１５に保持させる場合には、図２
１に示すようなＬｅａｄ－ｉｎ領域の中に保持しておく。リードイン領域は、システムリ
ードイン領域と、コネクション領域と、データＬｅａｄ－ｉｎ領域とに大きく分かれてお
り、システムリードイン領域は、イニシャル・ゾーン、バッファ・ゾーン、コントロール
データ・ゾーン、バッファ・ゾーンを含む。また、コネクション領域は、コネクション・
ゾーンを含む。さらに、データリードイン領域は、ガードトラック・ゾーン、ディスクテ
スト・ゾーン、ドライブテスト・ゾーン、ガードトラック・ゾーン、ＲＭＤデュープリケ
ーション・ゾーン、レコーディングマネジメント・ゾーン、Ｒ－フィジカルフォーマット
インフォメーション・ゾーン、リファレンスコード・ゾーンを含む。　本実施の形態では
、システムリードイン領域のコントロールデータ・ゾーンに、レコーディングコンディシ
ョンデータ・ゾーン１７０を含むようにする。
【００９２】
　このレコーディングコンディションデータ・ゾーン１７０に、メモリに保持させるとし
た基準データを保持させ、必要な時に読み出すようにする。この記録すべき値については
、ディスク１５の平均的な値を一律に登録するようにしても良いし、その光ディスク１５
について出荷前のテストに応じた値を登録するようにしても良い。
【００９３】
　このように記録が行われる光ディスク１５に応じた値を光ディスク１５が保持すること
によって、ドライブ側の処理負荷を下げることができる場合もある。なお、必要に応じて
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【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施の形態に係る光ディスク記録再生システムの機能ブロック図である
。
【図２】テスト記録における記録パワー等の最適化処理の処理フローを示す図である。
【図３】アシンメトリ値と記録パワーの関係を表す図である。
【図４】ＲＦ信号の振幅レベルのピーク値を説明するための概念図である。
【図５】２Ｔジッタ（差分量）を説明するための概念図である。
【図６】２Ｔジッタ（分散）を説明するための概念図である。
【図７】２Ｔジッタ（分散）と記録パワーの関係を表す概念図である。
【図８】テスト記録における記録パワー等の最適化処理の処理フローを示す図である。
【図９】検出信号と理想信号の振幅レベルの遷移を示す図である。
【図１０】Ｔｅｆｐを調整する場合の検出パターンの例を示す模式図である。
【図１１】Ｔｅｌｐを調整する場合の検出パターンの例を示す模式図である。
【図１２】Ｔｅｌｐ及びＴｅｆｐとパルスの関係を表す模式図である。
【図１３】熱干渉を補正する場合の検出パターンの例を示す模式図である。
【図１４】スポット干渉を補正する場合の検出パターンの例を示す模式図である。
【図１５】ＴｅｆｐとＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の関係を表す概念図である。
【図１６】データ記録中に記録パワー等を調整するための処理フローを示す図である。
【図１７】アシンメトリ値による記録パワーの調整を説明するための概念図である。
【図１８】２Ｔジッタ（差分量）による記録パワーの調整を説明するための概念図である
。
【図１９】記録パラメータ補正量決定処理の処理フローを示す図である。
【図２０】ｄＴｔｏｐ２ＴとＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の関係を表す図である。
【図２１】基準データを光ディスクに格納する際のデータ構造の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００９５】
１　光学ユニット（ＰＵ）
３　プレイコライザ（Ｐｒｅ－ＥＱ）
５　ＡＤＣ
７　等化器
９　ビタビデコーダ
１１　制御部
１３　記録波形生成部
１５　光ディスク
１１１　符号識別部
１１３　検出指示部
１１５　検出部
１１７　演算部
１１９　特性値検出部
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